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1 讯息（INFORMATION） 

1.1 案件讯息（CASE INFORMATION） 

 

试验样品 

Test Sample 

批次号 

LOT NO. 

封装 

Package 

数量 

Quantity 

CW32L031 NA LQFP48 3 pcs 

1.2 试验设备说明（DESCRIPTION OF TEST EQUIPMENT）  

 

项目 

Items 

设备/编号 

Equipment/No. 

型号 

Model 

校准有效期 

Calibration validity 

1 1606269 ORION 3 2022年03月23日 

1.3 环境条件（AMBIENCE CONDITION） 

标准要求温度 

Required 
temperature 

 25
+3 

-5  ℃ 
实际温度 

Actual temperature 
23.4~23.9℃ 

标准要求相对湿度 

Required relative 
humidity 

 55± 10 %RH 实际湿度 

Actual humidity 
51.4~51.8% RH 

1.4 参考文件（REFERENCE DOCUMENT） 

项目 

Items 

依据标准 

Standards 

1 JEDEC EIA/JESD22-C101F 

1.5 测试要求（TEST REQUIREMENT） 

2000V(±)x3pcs 

TEST VOLTAGE ：2000V(±)x3pcs 

SAMPLE QUANTITY ：3 pcs 

FUNCTION TEST ：by customer 

FAILURE CRITERIA 

( Reference Only ) 
：±30% voltage shift at reference point before/after zapping 

※Failure Judgment: Voltage shift over ±30% at reference point. 
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2 试验结果（TEST RESULTS） 

2.1 结果汇整（SUMMARY） 

Test Model : CDM ESD Sensitivity Passed : ±2000V 
JEDEC EIA/JESD22-C101F  

Class :  C3  

Test condition Sample No. 
Curve Trace 

Pass Volts 

FT Testing 

Pass Volts Class C0A <125 V 
Class C0B 125 to <250 V 
Class C1 250 to <500 V 
Class C2 500 to <1000 V 
Class C3 1000 V or greater 

2000V(±)x3pcs 

#01 

#02 

#03 

PASS ±2000V PASS 

Discharge Pins All Pins 

 

2.2 测试数据（TEST DATA） 

 
±30% voltage shift at reference point before/after zapping 

2000V(±)x3pcs 

Tested Pin 
Sample No. & Failed Volt (V) 

#01 #02 #03 

ALL PINS I/V PASS 2000V I/V PASS 2000V I/V PASS 2000V 
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